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Résumeé diffraction La chambre anéchoique du
Centre de Ressources en Micro-ondes (CCRM) a été
exploitée depuis son origine pour les mesures de
diffraction mais cet équipement est particulierement
malléable puisqu’il permet des mesures d’antennes en
champ proche (a 2 m) et en champ lointain (a 10 m)
aussi bien que des mesures de Compatibilité
ElectroMagnétigue (CEM) grace a l'escamotage des

absorbants du plancher pour la rendre semi-
anéchoique. Les activités de mesure de diffraction ont
commenceées a prendre a prendre leur essor avec la
constitution du premier opus (2001) de la « Fresnel
Database » suivi de deux opus (2005 et 2009). Ces
mesures destinées au test des algorithmes d’inversion
sont mises a disposition de la communauté et
constituent toujours une référence internationale. A partir

des annees 2004-2005 et jusqu'a aujourd’hui, des
activites de mesures liées a I'analogie micro-onde ont
également éte deéveloppées et les performances du
dispositif ont été considerablement améliorées, a la fois
grace a des investissements matériels mais aussi grace
a la progression des post-traitements des mesures, au
raffinement de son paramétrage, a I'analyse du bruit de
mesure et des incertitudes de mesure.
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Perspectives des mesures de diffraction

En étendant la gamme des possibles en @ Projets Validation
maitrisant la géométrie et la permittivite e FETPRO-ACT (resoumis debut 2017) de
sur une large gamme... e ANR Disperados (resoumis) modeles

?
@ Nature des objets e Plateforme *

® Grands : pb d’illumination a régler
@ Petits : sensibilité (en bonne voie)
@ Homogenes par morceaux

(en bonne voie)

e A gradient de permittivité

e Anisotropes, ...
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@ Collaborations en cours
e R. Vaillon (CETHIL, depuis 12 ans) Correction
e F. Moreno (Univ Santander) de dérive
e J. Saenz (Univ Madrid) &

e J. Dauchet (Institut Pascal / FedéSol) Passage du
e H. Roussel (L2E) 2D au 3D
e A. Coudreuse et C. Leroux (CTTM)

e J.-B. Renard (LPC2E)

e J. Yon (CORIA)

e F. Enguehard (Centrale-Supélec)

e W. Kofman, A. Hérique (IPAG)
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@ Permittivites plus variees

@ Faibles valeurs (en bonne voie)
@ Fortes valeurs (travail en cours)
e Partie imaginaire (a maitriser)
@ Brevet avec le CTTM* ?

*Centre de Transfert de Technologies du Mans
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Caractérisations d’antennes
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Validations de nouveaux concepts antennaires

Vérifications de performances
Directivités, gains, adaptation, polarisation
Fréquences : de 700 MHz a 18 GHz
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Collaborations industrielles
FT-Antenna (Reims), Oxytronics (Aubagne)
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Exemple de diagrammes de directivite
pour une antenne en polarisation linéaire

entre 800 MHz et 1 GHz.
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R IRLCERL TENCTRLCRAEATAR LB AS 'Caractérisation d’antehne en polarisatioh linéaire
Antenne de reference 200 MHz — 2 GHz entre 800 MHz et 1 GHz.

Refe F@NCE GeorgetE., Abdeddaim R., Sabouroux P., "New Method to Design a Multi-Band Flexible Textile Antenna,", IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol. 56, Issue: 3, 2014
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